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П 80 
ХVІI Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології 

тонких плівок та наносистем. Збірник тез. / За заг. ред. 
проф. В.В. Прокопіва. Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника, 2019. 376 с. 

 
Представлено сучасні результати теоретичних і експериментальних 

досліджень з питань фізики і технології тонких плівок та наносистем: 
метали, напівпровідники, діелектрики, провідні полімери; методи 
отримання та дослідження; фізико-хімічні властивості; нанотехнології і 
наноматеріали, квантово-розмірні структури, наноелектроніка, тощо. 
Матеріали підготовлено до друку Програмним комітетом конференції і 
подано в авторській редакції.  

Для наукових та інженерних працівників, що займаються проблемами 
тонкоплівкового матеріалознавства, мікро- та наноелектроніки. 

Рекомендовано до друку науково-технічною радою Фізико-хімічного 
інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» 

 
XVII International Freik Conference Physics and Technology of Thin 

Films and Nanosystems. Abstract book. / Ed. by Prof. V.V. Prokopiv.  Ivano-
Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. 
376 с. 

 
The results of theoretical and experimental researches in directions of the 

physics and technology of thin films and nanosystems: metals, semiconductors, 
dielectrics, and polymers; and methods of their investigation; physic-chemical 
properties of thin films; nanotechnology and nanomaterials, quantum-size 
structures; thin-film devices of electronics, are presented. The materials 
preformed for printing by Conference’s Organizational Committee and Editorial 
Board, are conveyed in authoring edition.  

For scientists and reserchers on the field of thin-film material sciences, 
micro- and nanoelectronics. 
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Electrical Breakdown of Thin of Polytetrafluoroethylene Films 
Deposited by Vacuum Evaporation 

Zadorozhny V.G., Polischuk S.G. 
Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine,  aurora14@ukr.net 

We investigated dependence of the electrical strength of thin 
polytetrafluoroethylene (PTFE) films on the current density and energy of 
electrons bombarding the substrate. The films have been obtained by vacuum 
evaporation of PTFE powder (FT-4 brand) with initiating the secondary 
polymerization on the substrate by electrons. The results are presented in Fig.1. 

Fig.1. Dependence of electrical breakdown strength Es of FT-4 thin films 
on the current density of electrons j at various electron energies: x – 100 eV; • – 
400 eV; o – 400 eV + annealing; ∆ – 700 eV. 

As it follows from the Fig. 1, the films deposited in the best mode (j=0.25 
mA cm-2, E=400 eV) have the highest electrical breakdown strength. It has been 
found that in this mode, the obtained films had the highest molecular weight and 
the smallest number of pores per unit surface area. In other modes (j <0.15 mA 
cm-2, j> 0.35 mA cm-2; E <100 eV; E> 600 eV), the electrical breakdown 
strength of the films decreased and the breakdown strength was only equal to 
Es=104-105 V/m.  

While assessing the effect of the molecular weight on the dielectric 
strength of the polymer film, the possibility of structural changes in samples 
with changing the molecular weight must be also considered.  

We have found that with decrease of the films thickness, the electrical 
breakdown strength also decreases. This feature can be associated with increase 
in the number of pores. After the heat treatment of the thin films in vacuum at 
the pressure of 10-3 Pa at the temperature of 250–350 °C during 1.5–2.5 hours, 
the electrical breakdown strength slightly increases in the films obtained under 
the best conditions. This is probably caused by the formation of voids at the 
places where evaporation of low molecular weight fractions occurs. 
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